
不要将多个探头同时连接到同一位置
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我们知道，所有测量仪器（包括示波器）都有其性能的限制，都会对测量结果带来影响。正如我们在最近发表的《测试环境感知：连接线缆的影响》一文中所讨论的那样，使用特定的探头将示波器连接到电路上的行为会以特定的方式影响测量。探头在测试点与待测电路并联，通过施加额外的电阻和电容负载来影响电路。

此外，由于带宽、上升时间和共模响应的限制，探头本身也限制了测量的准确度。因此，在进行测量时，比较不同的探头对测量的影响是一个好主意，但不要尝试一次全部完成。

如果同时将两个或多个探头连接到同一测试点，会发生什么情况？探头之间会相互影响，改变彼此的响应。

让我们看一下两种不同的探头分别如何影响LED驱动器中上侧栅极驱动器测量的情况。一种探头是高压光纤光隔离探头（HVFO），另一个“探头”是一个老式的差分放大器（DA），它使用一对匹配的高压探头来实现差分输入。

首先，分别使用每个探头进行测量，如下图所示。

[image: image1.jpg]@Fie $wwach ~Tmease ! Tioow @0spay 7 Cusers lessun @ uam e A X Ubites © Suppot Hom | s (25

Excessive amplitude is likely due to Voltage perturbations at board reference probably
DA circuit loading due to DA’s poorer CMRR and circuit loading.
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用DA探头进行的测量显示出更多异常，与HVFO探头相比，大多数异常可归因于较差的共模抑制比（CMRR）。这在正脉冲的上升沿之前的负脉冲中最为明显，这发生在下侧MOSFET状态改变时，这是一个很快的dV/dT事件，会产生明显的共模干扰。具有较高CMRR的HVFO探头受到的影响较小：与DA探头相比，幅度小一半。在脉冲的基线和顶部，DA探头测量的波形倾斜可能是由其探头对的负载引起的。

现在，让我们看一下同时在电路中使用HVFO和DA探头进行测量的结果，如下图所示。
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DA circuit loading impacts the HVFO measurement
when they are both in circuit at the same time
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当两个探头同时连接时，它们会相互增加负载，从而导致其响应发生变化。请注意，当独立进行测量时，HVFO探头的负尖峰幅度更小。DA探头的额外负载降低了HVFO探头的CMRR。此外，DA的电路负载改变了测试点的波形，而HVFO测量的波形也随之改变。从本质上讲，DA的负载已与HVFO探头结果耦合在一起。

显而易见的结论是，不应同时使用多个探头连接到同一测试点进行测量。如果要比较不同探头的结果，最好的进行方法是单独测量，将采集的数据存储到示波器存储器中。然后，可以调出波形并将其与实时采集的波形或另一个存储的波形进行比较，而不会影响探头的负载。
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